




















































































































































































Fator de mérito.

De forma a analisar as características optimizadas dá cada

~
amostra, utilizamos um fator que denominamos Fator de Mérito

-, .
(F =T R P ). Este - fator
M x y

será tanto maior-- quanto maior- forem as

porcentagens de transmitância visível e refletância no infravermelho

próximo e menor a resistividade (p) de cada amostra. Os pontos

escolhidos para a tomada de medidas foram: na região visível o valor

da porcentagem de transmitância correspondente a T em À=550nm,x
e na

região do infravermelho próximo'o valor da porcentagem de refletância

correspondente a R emy
À=2000nm. A Figura IV.2 mostra' as curvas

obtidas para o Fator de Mérito em função do fluxo de oxigênio
( q, 02) ,

(d) ,temperatura do substrato durante a deposição (T) e da espessuras

onde apresentam valores máximos para:
q, 02

entre 1,6 e
3
/

.

1, 7 cm ml.n,

T =350oC e dentre 200 e 400nm.
s
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